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ВСТУП

В сучасному науковому та технічному середовищі рентгенівські методи

дослідження кристалічних структур займають особливе місце завдяки своїй

унікальній здатності надавати детальну інформацію про внутрішню будову

матеріалів на атомному рівні. Актуальність цієї теми визначається рядом факторів,

що включають наукові, технічні та практичні аспекти.

По-перше, розвиток нових матеріалів для високотехнологічних застосувань,

таких як напівпровідники, каталізатори, або матеріали для електроніки, вимагає

глибокого розуміння їхньої кристалічної структури. Рентгенівська кристалографія,

яка є ключовим інструментом у вивченні кристалічних структур, може допомогти

вирішити завдання проектування нових матеріалів з визначеними фізичними

властивостями[5].

По-друге, зростаючий інтерес до наноматеріалів та нанотехнологій підкреслює

необхідність подальшого вдосконалення методів аналізу кристалічних структур.

Зменшення розмірів частинок призводить до появи нових властивостей, але

водночас створює виклики для традиційних методів дослідження. Рентгенівські

методи, оптимізовані для вивчення наномасштабних об'єктів, можуть внести

значний внесок у цей напрямок[6].

По-третє, у зв'язку з розвитком новітніх технологій дослідження, таких як

синхротронне випромінювання та використання високочутливих детекторів,

відкриваються нові можливості для отримання точних та високоякісних даних. Це

робить рентгенівську кристалографію ефективним інструментом для широкого кола

наукових досліджень та технічних застосувань.

Загальна актуальність теми визначається необхідністю розвитку нових підходів

та методів, спрямованих на поліпшення точності, чутливості та швидкості

рентгенівських методів дослідження кристалічних структур.

Об'єкт дослідження: рентгенівські методи дослідження кристалічних структур.

Предмет дослідження: порівняльний аналіз рентгенівських методів

дослідження кристалічних структур.
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Мета роботи: провести порівняльний аналіз рентгенівських методів

дослідження кристалічних структур з метою виявлення їх переваг і недоліків.

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:

1. Проаналізувати ступінь розробки проблеми дослідження у літературі та

публікації рентгенівських методів. з метою з’ясування сутності базових понять

дослідження

2. Проаналізувати основні переваги і недоліки кожного методу.

3. Визначити обладнання та програмне забезпечення, необхідне для

проведення досліджень.

4. Провести порівняльний аналіз результатів досліджень, отриманих за

допомогою різних рентгенівських методів.

5. Зробити висновки про дослідження рентгенівських методів і рекомендації

по їх вибору для конкретних завдань.

Мета та завдання цього дослідження покликані допомогти визначити

найбільш підходящі рентгенівські методи для конкретних дослідницьких завдань, а

також визначити можливі шляхи покращення та оптимізації використання цих

методів в сучасній науці та технології.

Практичне значення дослідження: Рентгенівські методи, такі як

рентгеноструктурний аналіз і рентгенівська дифрактометрія, дозволяють визначити

точну структуру кристалічних матеріалів. Це важливо для розробки нових матеріалів

з певними властивостями, а також для вивчення структури та функціонування білків

та інших біологічно активних молекул.

Порівняльний аналіз рентгенівських методів дослідження кристалічних

структур дозволяє визначити їх переваги і обмеження. Наприклад,

рентгеноструктурний аналіз забезпечує найбільш високу роздільну здатність, що

дозволяє отримати детальну інформацію про розташування атомів в структурі.

Однак цей метод вимагає вирощування досить великих і якісних кристалів, що може

бути складним завданням.

Порівняльний аналіз рентгенівських методів дослідження кристалічних

структур також може допомогти в оптимізації експериментальних умов і виборі
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0.9779 88 664

0.9329 91 937

Висновки до 3 розділу

1. Отримані дифрактограми нітратів барію, стронцію та свинцю при

температурах 83К та 293 К.

2. Отримані дебаєграми нітрату свинцю при температурах 293 К, 343 К, 230 К та

253 К.

3. Знайдена відповідність дебаєграми нітрату свинцю при кімнатній температурі

даним, що були опубліковані раніше.

4. Отримані результати свідчать про те, що в температурному інтервалі 83 К –

343 К симетрія кристалів нітратів двовалентних елементів описується

кубічною просторовою групою Pm3 (Лауе-клас Th
6), кристали є ізоморфними.

5. Результати досліджень, отримані за допомогою рентгенівських

дифрактометричних та рентгенівських фото-методів добре узгоджуються та

доповнюють одне одного.
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ВИСНОВКИ

За результатами проведення магістерського дослідження відповідно до

поставлених у роботі завдань можна зробити такі висновки:

● проаналізовано ступінь розробки досліджуваної проблеми в сучасній

науковій літературі. Вивчення наукової літератури та публікацій рентгенівських

методів та методі порошкової рентгенівської дифракції дозволили нам визначити та

обґрунтувати принципи відбору змісту навчального матеріалу та проведення

дослідження симетрії нітратів двовалентних елементів. Термін

"рентгеноструктурний аналіз" включає в себе повний або частковий

рентгеноструктурний аналіз, а також інші методи, що використовують рентгенівське

випромінювання, такі як рентгенівська дефектоскопія, рентгеноспектральний аналіз

і рентгенівська мікроскопія.

● з'ясовано сутність основних понять дослідження ( рентгеноструктурний

аналіз, порошкова дифрактограма, елементарний осередок, метод Лауе, метод Дебая,

метод Де-Іонга-Боумена, монохроматичне джерело, методи рентгенографії

монокристалів та полікристалів);

● Проаналізовано основні переваги і недоліки кожного методу.

● Зроблені висновки за результатами проведення дослідження

рентгенівських методів кристалічних структур

1. Вивчене улаштування та методика роботи рентгенівського

дифрактометра загального призначення ДРОН-УМ-1.

2. Вивчені принципи роботи та налаштування універсального

рентгеновского спектрометра УРС-1 та методика отримання дебаєграм за його

допомогою.

3. Підготовлені зразки нітратів барію, стронцію та свинцю для

рентгенографічних досліджень.

4. Запропоновані методи отримання дифрактограм нітратів двовалентних

елементів при низьких температурах та дебаєграм цих матеріалів при низьких та

високих температурах.
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● Зроблені висновки за результатами проведення дослідження

симетрії нітратів двовалентних елементів.

1. Отримані дифрактограми нітратів барію, стронцію та свинцю при

температурах 83К та 293 К.

2. Отримані дебаєграми нітрату свинцю при температурах 293 К, 343 К,

230 К та 253 К.

3. Знайдена відповідність дебаєграми нітрату свинцю при кімнатній

температурі даним, що були опубліковані раніше.

4. Отримані результати свідчать про те, що в температурному інтервалі 83

К – 343 К симетрія кристалів нітратів двовалентних елементів описується кубічною

просторовою групою Pm3 (Лауе-клас Th
6), кристали є ізоморфними.

5. Результати досліджень, отримані за допомогою рентгенівських

дифрактометричних та рентгенівських фото-методів добре узгоджуються та

доповнюють одне одного.
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